混合扫描测试解决方案的优势
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扫描测试是测试集成电路的标准方法。绝大部分集成电路生产测试是基于利用扫描逻辑的ATPG（自动测试向量生成）。扫描ATPG是一项成熟的技术，特点是结果的可预测性高并且效果不错。它还能实现精确的缺陷诊断，有助于进行分析并改进。随着集成电路尺寸的增长并且制造工艺的规模越来越小，嵌入式压缩被加入了扫描DFT（可测性设计）逻辑，从而将测试时间缩短了多个数量级。如今，嵌入式压缩已经十分常见。
但是，当很少有或没有可用的测试仪界面时，有些设备必须进行测试。在这种情况下，内置自我测试（BIST）十分有必要。最近，集成电路在安全关键型应用（如汽车应用和医疗应用）方面的增长已经带动了内置自我测试的需求增长。但越来越多的集成电路会同时需要这两种不同类型的测试。嵌入式压缩和逻辑内置自我测试使用了类似的逻辑方法，因此通过在混合测试解决方案中共享压缩和内置自我测试逻辑来节省DFT逻辑面积就变得十分合理。DFT和每项技术的基础架构也能为其它技术带来优势。这种混合压缩/内置自我测试解决方案不仅能够节省DFT面积，还能带来更好的测试质量。
有了混合测试方法，你就能选择从测试仪中提供嵌入式压缩ATPG向量或在设备逻辑内置自我测试中自动应用和分析向量。你可以凭借在一个或多个区段中（图1）的中央控制器和共享压缩解码器/ LFSR和压缩器/MISR逻辑按照从上到下的流程插入混合逻辑。你也可以按照从下到上的流程插入混合逻辑，使你能够在每个区段完成逻辑插入，包括包装器（Wrapper）隔离链。拥有混合测试逻辑的区段能够用于任何一种集成电路中并且逻辑内置自我测试或区块嵌入式压缩向量能够被直接重复使用。即插即用逻辑和向量方法在顶级集成电路中节省了大量的ATPG时间。
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图1.混合测试解决方案，压缩（嵌入式决定性测试）和逻辑内置自我测试共享大部分解码器/ LFSR和压缩器/MSIR逻辑
嵌入式压缩ATPG为混合解决方案中的逻辑内置自我测试带来了优势。由于嵌入式压缩ATPG拥有出色的生产缺陷检测功能，逻辑内置自我测试就不需要拥有强大的缺陷检测能力。因此，随机向量抵抗逻辑所需的测试点相应要少，从而大大减少逻辑内置自我测试面积。嵌入式压缩的另一个优势就是低功耗测试。混合测试方法利用低功耗移位逻辑，因此用户能够在ATPG或内置自我测试中选择切换活动。
同样地，混合方法中的逻辑内置自我测试为嵌入式压缩ATPG带来了优势。逻辑内置自我测试为去除未知状态而使用的X-bounding对于在MISR内生成可预测的信号十分必要。它还能加强ATPG电路的可测性，尤其是在增加更多测试点的情况下。因此，混合方法中的逻辑内置自我测试基础架构能够使嵌入式压缩ATPG拥有更高覆盖和更少向量。ATPG通常是缺陷检测的主要方法，但有了逻辑内置自我测试，每个缺陷的检测次数提高了（较高的多重检测），因此能够加强检测。
这就是混合测试方法吸引逻辑内置自我测试用户的所有理由。事实上，需要自发测试和高品质生产ATPG向量的汽车集成电路设计师已经采用了这种方法。许多人没有意识到的是，这种方法还为ATPG带来了显着的优势，虽然现在还没有严苛的逻辑内置自我测试要求。有了这种方法，老化不再需要测试仪来应用ATPG向量，因为用户能够使用逻辑内置自我测试，并且整体ATPG压缩和向量数目能够得到改进。
